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Die Morphologie sowie die Struktur kristalliner anorganischer und organischer
Materialien kann mit hochauflésenden Raster- und Transmissions-Elektronenmikro-
skopen direkt abgebildet werden. Dabei ist das Auflésungsvermdgen im Raster-
elektronenmikroskop (SEM) durch Elektronenrtickstreuung begrenzt, weshalb man
auch hier gern mit dinnen, durchstrahlbaren Proben arbeiten mochte (STEM =
Scanning Transmission Electron Microscopy). In einem nicht speziell dafir ausge-
statteten Rasterelektronenmikroskop steht zur Detektion der durchgehenden Elektro-
nen nur ein wenig empfindlicher und langsam arbeitender Halbleiterdetektor zur Ver-
fugung. Durch die Konstruktion und Erprobung eines Probenhalters mit einem
integrierten ,STEM-Detektor fur den armen Mann“ kann die Detektion komfortabler
durch den Everhart-Thornley-Detektor des SEM erfolgen.

Ziel
Die Entwicklung und Erprobung eines derartigen Zusatzmoduls soll so erfolgen, dass
damit neben Hellfeldabbildungen auch verschiedene Dunkelfeldabbildungen der Pro-

be zu erhalten sind.
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Der Bewerber sollte unbedingt experimentelles Geschick und ein gewisses physi-
kalisches Grundverstandnis mitbringen.

Die Arbeit ist vorrangig fiur Studenten der Fachrichtung Physik (Diplom, Ba/Ma) ge-
eignet und ausbaufahig bezlglich der Anwendung in unserem Rasterelektronen-
mikroskop.
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